Spektrometry EDXRF do analizy metali szlachetnych

NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

X-PMA i w wersji przenosnej EX-PMA

Xenemeltrix

rhe Power to Change Energy Into Information

Xenemetrix jest lzraelska wiodacg firmg z ponad 40 letnim doswiadczeniem w
projektowaniu, produkcji i dystrybucji spektrometréow fluorescencji rentgenowskiej z
dyspersja energii (EDXRF). X-PMA oraz przenosna wersja tego urzadzenia EX-PMA to
modele przeznaczone do analiz stopdéw i produktéw z metali szlachetnych z duza precyzjq.
Wyniki spetniajg norme GB/T 18043-2000 dotyczaca analizy zawartosci metali szlachetnych
w wyrobach jubilerskich metodg XRF.

Cechy

e Lampa rentgenowska z anodg Mo

e Analiza jakosciowa i iloSciowa zawartosci poszczegdlnych pierwiastkéw w stopach
ztota, platyny, srebra, rodu i innych metali szlachetnych i bazowych obecnych w
bizuterii, monetach i innych materiatach

e Mozliwosc¢ jednoczesnego oznaczania wszystkich sktadnikéw stopu

e Wynik uzyskiwany zaledwie w ciggu kilku minut

e Posiada wzmocniong obudowe, dzieki czemu moze by¢ wykorzystywany w trudnych
warunkach pracy

e Detektor Si-PIN o rozdzielczo$ci widmowej 155+10 eV zapewniajgcy dobry rozdziat
widm analizowanych pierwiastkéw lub detektor SDD o rozdzielczosci 123410 eV.
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Pakiet oprogramowania nEXT to intuicyjne oprogramowanie

analityczne w potaczeniu z profesjonalnym oprogramowaniem
wykorzystujgcym parametry fundamentalne FP zapewnia nieskomplikowang i wiarygodna
obrdébke danych w celu uzyskania wynikéw. Pakiet ten umozliwia m.in.:

e zarzadzanie pracg spektrometru,

e definiowanie procedur pomiarowych,
e tworzenie i modyfikacje metod pomiarowych

| EIES sup«vm mode - [Unti n..n
T Help

h&];g;lnl .I®] _J A H[ms‘ i I" ] &) LUX-Simbo SnT

ol @s
Q_I&I m M|n|n|*l_&lwlglﬂ”| "_'uj Pn:g‘nJ:uumm Bemerts of nterest | Standards | Calculate coefficients | Repots | Crteson | Gaussian it Optimizer |
<]<<] ‘ Anl l I>>[>I «”(I“)“»{ LUX-Smbo SnT M ﬂl
Symb SaT 5006.str
o e P palprimEofodTo oy iolEr imrojLs
QB3 [+ F [0 o fonf o - i
KLM eV eV Intens bla Oxide Meas Pure elem. Ref  Rel. line *
Elm line Low High Method Ratio Label Units  file name elt o'lnleru!j
1 Mo Ka - 16938 17804 DFilter ~ 0.20 Mo % O
2K Ka - 3091 3476 D.Filter -~ 020 K % O O
‘11 70 Kn - R297 RA7R DFiller - N2 7n % n | n L]:!
Lol e DY SRR IS8 0 0 T W I
o e 1 VFS = 65536 25400
Fortlelp, press F1 I INUM |

Przvktadowa analiza z uzyciem FP

18 karatowe ztoto

é’a

Au
Stop na barie Pd
- Au 72.028
A 12.447
M 2
Cu : Pd 60.789
Ag 23.915
C
u o me e Sn 10.901
In 2.885
Zn 1.430
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€ Procedury analityczne w analizie ilosciowej:
e metody empiryczne poréwnujgce
probki do wzorcow
e algorytmy analizy bezwzorcowej SLFP
(StandardLess Fundamental
Paramaters)
e metody tgczone.
€ Dwa tryby pracy:
e tryb uzytkownika do wykonywania
pomiaréw wg. zapisanych procedur
e tryb administratora do diagnostyki,
modyfikacji i tworzenia nowych
procedur pomiarowych (mozliwosé
tworzenia list zadan dla ztozonych
procedur)

e Prezentacja wynikow w formie raportow liczbowych i graficznych.

e Raporty generowane w formacie definiowanym przez uzytkownika

e Mozliwos¢ eksportu wszystkich parametréow do programéw MS Word i MS Excel

e Oprogramowanie niezwykle elastyczne. Modyfikowane na potrzeby procedur moga
by¢ praktycznie wszystkie parametry analiz i sprzetu.
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e Komora pomiarowa wyposazona jest w wygodny sposéb pozycjonowania prébki

e Whbudowana kamera umozliwia dokfadny wybér punktu pomiarowego juz od 1 mm
(Micro Spot Size) i dokumentacje przeprowadzonej analizy poprzez mozliwosé
dofaczenia zdjecia do raportu.
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LIMITY DETEKCJI DLA ROZNYCH APLIKACII

Kontrola zawartosci metali
bedacych zanieczyszczeniami Wydobycie i przetwarzanie metali
(ciecze/ oleje/ paliwa), zawartosé ppm szlachetnych Pierwiastki ppm
w stopach aluminium
Cr 5-10 | Ztoto (Au) w glebach i osadach 3-5
Cd 1-2 Srebro (Ag) w glebach i osadach 1-2
Ag 1 Metale z grupy platynowcdéw 1: Pd, Rh, Ru 1-2
Sn 4-5 Metale z grupy platynowcow 2: Pt, Ir, Os 3-5
Sb 4-5 Pierwiastki ziem rzadkich ppm
Ba 20 La, Ce, Pr, Nd 15-25
Pb 3-5
As 3-5
Hg 3-5
Ti 3-5
Cu 1-2
Ni 1-2
Zn 1-2
MOZLIWE
ZASTOSOWANIA
ok Identyfikacja i okreslanie sktadu
SRe stopéw metali szlachetnych i nie

s tylko
Q‘Sﬁ/\?‘ Analiza: bizuterii i wyrobdéw ze

A
Xenemetrix

ztota, srebra i innych metali
szlachetnych

Ocena monet

Rafinacja metali szlachetnych
Okreslanie stopnia czystosci
Skup i recykling metali

Identyfikacja stopow
dentystycznych
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Specyfikacja techniczna

Zakres pierwiastkowy Na(11) — Fm (100), optymalizacja dla pierwiastkdéw metali szlachetnych
Zakres pomiarowy ppm- 100%

Zrédto wzbudzenia Lampa rentgenowska z anoda Mo

Parametry lampy 50kV, 50W

Punkt pomiarowego Srednica 1 mm (Micro Spot Size)

Bezposrednie z uzyciem 6 filtréw do wyboru z oprogramowania (bez filtra, Ti, Cu, Mo,

Rodza] wzbudzenia Rh, Sn, W lub inne wg potrzeb)

Stabilnos¢ 0.1 % w temperaturze pokojowej
Detektor
Detektor dioda PIN chtodzona termoelektrycznie

Rozdzielczo$¢ (FWHM) 155 eV £ 10eV przy 5.9 keV dla detektora Si-PIN oraz 123 + 10eV dla SDD

Cechy pozostate

Komora pomiarowa Jednopozycyjna komora pomiarowa o wymiarach 220x220x50 mm

Uchwyt prébki Wbudowane szczypce do tatwego utozenia matych i nieregularnych przedmiotdéw
Przetwarzanie sygnatu Analizator wielokanatowy

Wymiary i waga 550x550x320 mm: 50kg

Komputer Zintegrowany PC

Oprogramowanie

Intuicyjne oprogramowanie analityczne nEXt™ bazujgce na Windows XP oraz

o) i ; . .
programowanie profesjonalne oprogramowanie wykorzystujgce parametry fundamentalne FP

Automatyczne sterowanie wzbudzenia promieniowania, detekcji i przetwarzania

Funkcje kontrolne danych

Automatyczne usuwanie piku ucieczki (escape peak) i tta, automatyczna dekonwolucja

Przetwarzanie widma o . .
pikéw, statystyki graficzne

Algorytmy analizy Regresja wielopierwiastkowa z systemem korekcji miedzypierwiastkowej (dostepne 6
ilosSciowej modeli), metody brutto, netto, dopasowania i intensywnosci cyfrowego filtra
Raportowanie Wzér wydruku edytowalny przez uzytkownika

Wyposazenie opcjonalne | Ptuczka helowa, rozszerzone oprogramowanie FP

Zastrzegamy mozliwos¢ zmian specyfikacji bez uprzedniej informacji

Dystrybutor firma EnviSense posiada zezwolenie Panstwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie dziatalnosci,
o ktérej mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Atomowe Nr D-18077 z dn. 02-03-2012 z aneksem z dnia 28-03-2014.
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